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Afield measuring instrument such as a differential pressure/pressure transmitter, an electromagnetic 
flow meter, a temperature transmitter, or the like which is used for industrial measurement includes a 
counter which is periodically counted up at a predetermined interval and outputs an interruption signal; a 
work memory which can temporarily store data; an EEPROM which can store a total operating time of 
the field measuring instrument and a flag indicative of an abnormality; and a processing unit for receiving 
the interruption signal of the counter, for incrementing the total time operating times in the work memory, 
for storing the incremented total operating time into the EEPROM, for self -diagnosing apparatuses in the 
field measuring instrument and data in accordance with self -diagnosis programs provided in the 
processing unit, for producing a flag indicative of a state of an abnormality when the abnormality is 
detected, and for storing the flag into the EEPROM together with the total operating time stored in the 
work memory. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein MeBgerat Da- 
bei kann es sich beispielsweise um einen Differential- 
druckubertrager, einen elektromagnetischen FluBmes- 
ser, einen Temperaturiibertrager oder ahnhches, das 
von einer zentral angeordneten Verbindungseinrich- 
tung gesteuert und beispielsweise fur industrielle MeB- 
aufgaben eingesetzt wird, handeln. Das Meflgerat in 
Form eines Feld-MeBinstruments ist auBer zur Aufnah- 
me von MeBwertdaten auch zu einem Selbsttest seiner 
Einrichtungen geeignet Die Ergebnisse des Selbsttests 
konnen dabei — ohne eine Hilfs-Spannungsquelle zu 
benotigen — abgespeichert und gehandhabt werden. 

Feld-MeBinstrumente mit Mikrocomputer sind allge- 
mein bekannt. 

Im allgemeinen ist in solchen Geraten eine Verbin- 
dungseinrichtung an eine Leitung angeschlossen, um ei- 
nen als Arbeitsstrom dienenden Ausgangsstrom von 
beispielsweise 4 bis 20 mA an das enlsprechende Feld- 
MeBinstrument zu liefern und zwischen dem Feld-Mefl- 
instrument und der Verbindungseinrichtung findet eine 
digitale Informationsubertragung statt, um beispiels- 
weise den MeBbereich des Feld-Gerates und eine 
Dampfungszeitkonstante festzusetzen, die Ein- und 25 
Ausgange zu uberwachen und damit den Selbsttest des 
Feld-MeBinstruments durchzufiihren. 

Verschiedene MeBsysteme, die auch einen Test ihrer 
FComponenten durchfiihren konnen, sind bespielsweise 
aus DE-A36 02 171 oder DE-C31 34 627 bekannt 30 

In einem Feld-MeBinstrument mit einer solchen 
Selbsttestfunktion wird der Selbsttest bezuglich einer 
Abnormalitat am Eingang, bei einem internen Schalt- 
kreis, in der Software und ahnlichem standig durchge- 
fiihrt. Eine solche Abnormalitat kann durch Abfrage der 35 
Ergebnisse des Tests von Seiten der Verbindungsein- 
richtung festgestellt werden. Das Ergebnis zeigt jedoch 
lediglich den momentan vorliegenden nicht-normalen 
Zustand an, wobei das Problem besteht, daB es unmog- 
lich zu wissen ist, ob eine Abnormalitat in der Vergan- 40 
genheit auftrat oder nicht. 

Einem solchen Problem kann begegnet werden, in- 
dent ein EEPROM als nicht-fliichtiger Speicher in dem 
Feld-MeBinstrument vorgesehen wird und indem der 
Testinhalt der Abnormalitat in das EEPROM geschrie- 45 
ben wird, wenn eine Unregelmafligkeit oder Abnormali- 
tat durch de,n Selbsttest herausgefunden wurde. Wenn 
jedoch der Testinhalt lediglich nach dem genannten 
Verfahren in das EEPROM geschrieben wird, ergibt 
sich das Problem, daB der Zeitpunkt des Auftretens der 50 
Unregelmafligkeit unbekannt bleiben muB. Um einem 
solchen Problem zu begegnen, wird auch ein Verfahren 
in Betracht gezogen, bei dem in dem Feld-MeBinstru- 
ment eine gewohnliche Zeit zur Verf ugung gestellt wird 
und der Inhalt der Unregelmafligkeit zusammen mit 55 
dem Zahlstand des Zeitgebers in das EEPROM ge- 
schrieben wird. Wenn jedoch die Spannung des Zeitge- 
bers einmal abgeschaltet wird und der Zeitgeber keine 
Hilfs-Spannungsquelle aufweist, dann wird die Zeit zu- 
ruckgesetzt. Um die FConstruktion des Gerats zu verein- 60 
fachen und zu verkleinern, weisen die rneisten Zeitgeber 
im allgemeinen keine Hilfs-Spannungsquelle auf. Es ist 
schwierig, die obige Konstruktionsweise mit einem Zeit- ■ 
geber auf ein allgemeines Feid-Instrument anzuwenden, 
bei dem nicht nur der Fall eines kontinuierlichen Be- 65 
triebs, sondern auch eine Situation eintritt, bei der die 
Spannungsversorgung haufiger voriibergehend abge- 
schaltet ist. 
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Als Stand der Technik, bei dem ein EEPROM ver- 
wendet wird, ist US 47 52 871 bekannt, in dem ein Gerat 
offenbart wird, bei dem als unabhangig programmierte, 
loschbare, lesbare Speicher zwei EEPROM's angewen- 
5 det werden. In JP-A-63-30 715 ist die Verwendung eines 
EEPROM's zum bitweisen Einschreiben von Daten der 
Fahrtstrecke in einem Kraftfahrzeug-Tachometer of- 
fenbart 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein MeBgerat zu schaf- 
10 fen, das zu einem Selbsttest fahig ist und die Ergebnisse 
des Selbsttests handhaben und ohne eine Hilfs-Span- 
nungsquelle abspeichern kann. Dabei soli fur eine auf- 
tretende Unregelmafligkeit oder Abnormalitat eine 
Zeitzuordnung moglich sein. 
15 Die Aufgabe wird erfindungsgernafl durch ein MeB- 
gerat gemaB Anspruch 1 gelost. 

In einem solchen MeBgerat wird die gesamte Be- 
triebszeit in das EEPROM geschrieben, und sobald das 
Auftreten einer Unregelmafligkeit durch den Selbsttest 
20 erkannt ist, wird sowohl die gesamte Betriebszeit zum 
Zeitpunkt des Auftretens der UnregelmaBigkeit als 
auch der Inhalt der Unregelmafligkeit bzw. der Abnor- 
malitat in das EEPROM geschrieben. Einer solchen 
Ausfuhrung entsprechend wird als Antwort auf eine An- 
frage der Verbindungseinrichtung die gesamte Be- 
triebszeit zum Zeitpunkt des Auftretens der Unregel- 
mafligkeit und der Inhalt der UnregelmaBigkeit, die in 
das EEPROM geschrieben wurden, ausgelesen und 
ubertragen. Sogar wenn es einen Zeitraum mit abge- 
schalteter Spannungsversorgung gibt, ist dieser von Sei- 
ten der Verbindungseinrichtung gesteuert und wohlbe- 
kannt. Die Zeit des tatsachlichen Auftretens der Unre- 
gelmaBigkeit kann aus der gesamten Betriebszeit be- 
stimmt werden, die im EEPROM gespeichert ist. 

In der Zeichnung sind bevorzugte Ausfiihrungsfor- 
men der Erfindung dargestellt. Im einzelnen zeigt 

Fig. 1 das Blockdiagramm fur den Aufbau eines MeB- 
gerats bzw. Feldmeflinstruments entsprechend der Er- 
findung; 

Fig. 2 ein Diagramm zur Anordnung des Bereichs in 
dem EEPROM der Fig. 1 fur die Verwaltung der gesam- 
ten Betriebszeit; 

Fig. 3 ein Diagramm des Bereichs in dem EEPROM 
zur Verwaltung des Selbsttests; 

Fig. 4 ein Beispiel fur den Aufbau eines Speicherbe- 
reichs in dem RAM von Fig. 1 ; und 

Fig. 5A und 5B FluBdiagramme fur ein Feld-MeBin- 
strument mit einem Aufbau nach Fig. 1. 

Wie in Fig. 1 beispielhaft gezeigt, kann ein MeBgerat 
bzw. Feld-MeBinstrument 10 einen Betriebsstrom von 4 
bis 20 mA von einem Verteiler 12 iiber Leitungen 11 
fuhren. Von einer an die Leitungen 1 1 angeschlossenen 
Verbindungseinrichtung 13 kann der Betrieb, das Ausle- 
sen eines Signals, angeordnet werden. 

Das Feld-MeBinstrument 10 umfaBt: einen fur ein be- 
stimmtes MeBobjekt vorgesehenen Sensor 1; einen AD- 
Wandler 2, zur Analog-Digital-Umwandlung eines von 
dem Sensor 1 erfaBten Signals; eine MPU 3, zur Korrek- 
tur einer nichtlinearen Komponente in der Ausgabe des 
Sensors 1 und zur Berechnung eines Umwandlungswer- 
tes fur einen MeBbereich von dem Digitalsignal des AD- 
Wandlers 2; und ein RAM 4, das als Arbeitsspeicher fur 
die MPU3dient. Das Feld-MeBinstrument lOweist wei- 
terhin ein EEPROM 5 auf, das Daten speichern kann, 
um anzuzeigen, auf welchen Wert der MeBbereich des 
Feld-Meflinstruments festgesetzt ist, damit entspre- 
chend diesem Wert eine Ausgabe fur den erfaBten Wert 
erzeugt werden kann. AuBerdem kann das EEPROM 5 



Steuerdaten wie beispielsweise das Wartungsdatum und 
die -zeit und den Inhalt der Wartung des Feld-MeBin- 
struments und ahnliches tfpeicherrf! Weiterhin umfaBt 
das Feld-MeBinstrument 10: einen DA-Wandler 6, um 
das Ergebnis.der Berechnung der MPU 3 wieder in ein 
Analogsignal von 4 bis 20 mA umzuwandeln; einen Aus- 
gangsschaltkreis 7; einen Sende-Empfangsschaltkreis 8, 
zur Durchfuhrung einer digitalen Informationsaus- 
tausch mit der Verbindungseinrichtung 13; und einen 
Zahler 9, um die MPU 3 in bestimmten Zeitintervallen 

zu unterbrechen. 

Die in dem Feld-MeBinstrument 10 verwendete MPU 
weist ein Selbsttest-Programm auf, wie es in konventio- 
nellen Geraten allgemein verwendet wird. In einem 
(nicht dargestellten) ROM kdnnen, zur Korrektur der 
Eigenschaften, erwunschte Selbsttest-Funktionen in ei- 
nem vorbestimmten Selbsttest-Zyklus durchgefuhrt 
werden, wie beispielsweise ein Summentest der Um- 
wandlungsliste, ein Test des AD-Wertes, eine elektri- 
sche Nullpunktskorrektur des AD-Wertes, ein Test ei- 
ner Eingangs-UnregelmaBigkeit und ahnliches. 

Nach einem bekannten Verfahren werden in das 
EEPROM 5 von der MPU 3 Daten auf der Basis von 
32-Byte-Einheiten geschrieben Da es fur eine spezielle 
Seite eine Grenze fur die Zahl der Schreibvorgange 
gibt, wird dabei die Aufzeichnung der Gesamtzahl, die 
die Betriebszeit reprasentiert und die nach jedem vor- 
bestimmten Zeitintervall erhdht wird, wie folgt gehand- 
habt Rg. 2 zeigt den Aufbau des in dem EEPROM 5 
vorgesehenen Bereichs zur Verwaltung der gesamten 
Betriebszeit. ZunSchst werden mehrere Seiten PI bis 
P32 zur Verfugung gestellt, die nur bestimmt haufig 
uberschrieben werden (beispielsweise in der G roBen - 
ordnung von ungefahr 10 4 Mai). Die Gesamtzahl TTTL 
(Time Total), die die Betriebszeit reprasentiert, (1 Stun- 
de, 2 Stunden, .... 15 Stunden, J) wird fortlaufend aktuali- 
siert und in die Seite eingeschrieben, dies jedoch nur mit 
der vorbestimmten Haufigkeit. 

Wenn die vorbestimmte Zeitzahl (der Wert, der bei- 
spielsweise auf eine GroBenordnung von 10 4 festgesetzt 
ist) aktualisiert wird, wird von einer Seite zur nachsten 
iibergegangen und der Zahlbetrieb beginnt wieder mit 
"0". Daher ist in dem EEPROM 5 am Kopf des Bereichs 
zur Verwaltung der gesamten Betriebszeit ein Bereich 
PAGE zur Steuerung der Seite vorgesehen, der a nzeig t, 
welche der Seiten PI bis P32 zum Schreiben von TTTL 
im Moment verwendet wird. Daher kann auf der Basis 
der in den Seitensteuerbereich PAGE eingetragenen 
Seitenzahl (beispielsweise PAGE: 3) und des Zahler- 
stands (beispielsweise TTTL: 0120), der in der Seite P3 
eingetragen ist, die gesamte Betriebszeit des Feld-MeB- 
instruments 10 berechnet werden, in dem die seit dem 
Obergang zur Seite P3 verstrichene Zeit von 120 zu 
dem zweifachen Wert der vorbestimmten Haufigkeit 
addiert wird. 

Wie anhand eines Beispiels in Fig. 3 gezeigt, ist in dem 
EEPROM 5 auch ein Bereich zur Selbsttest- Verwaltung 
vorgesehen. Wie weiter unten im Zusammenhang mit 
der Arbeitsweise genauer beschrieben wird, ist der 
Selbsttest-Verwaltungs-Bereich aus einer Vielzahl von 
Satzen aufgebaut, die jeweils umfassen: einen Kennzei- 
chen-Speicherbereich FDIAG, um ein Zeichen fur den 
Inhalt einer UnregelmaBigkeit abzuspeichern, das von 
den Arbeitsgangen des Selbsttest-Programms in der 
MPU 3 erzeugt wird; einen Seitenspeicherbereich PA- 
GE, um eine der Seiten PI bis P32 zu beschreiben, die 
momentan in Zusammenhang mit dem Bereich zur Ver- 
waltung der gesamten Betriebszeit verwendet wird; und 



einen Speicherbereich fur die gesamte Betriebszeit 
TTTL, um die gesamte Betriebszeit nach dem Obergang 
zu dieser Seite abzuspeichern. Im vorliegenden Ausfuh- 
rungsbeispiel sind vier Satze PI bis P4 vorgesehen. 

5 Wenn uber die Seitenzahl P4 hinausgehend eine Unre- 
gelmaBigkeit festgestellt wird, werden die Daten wieder 
in die Seite P 1 geschrieben. 

Pig. 4 zeigt ein Beispiel eines Seitenspeicherbereichs 
PAGE und des Speicherbereichs TTTL fur die die ge- 

io samte Betriebszeit darstellende Zahl, die in dem 
EEPROM verwendet werden, in dem RAM 4, das als 
Arbeitsspeicher in dem Feld-MeBinstrument 10 vorge- 
sehen ist Die Bedeutung der besonderen Bereiche in 
dem RAM 4 wird spater im Zusammenhang mit der 

15 Arbeitsweise genauer erklart Beim Beginn des Betriebs 
des Feld-MeBinstruments 10 wird der in dem EEPROM 
gespeicherte Wert der gesamten Betriebszeit (zu Be- 
ginn P: 1, TTTL: 0000, in dem Fall jedoch, in dem die 
Spannungsquelle nach einer Abschaltung wieder ange- 

20 schaltet wird beispielsweise P: 3, TTTL: 0120) kopiert. 
Der in dem RAM 4 gespeicherte Wert wird mit dem 
Aufwartszahlen des Zahlers 9 erhdht. 

Im folgenden wird die Arbeitsweise des Feld-MeBin- 
struments 10 mit Bezug auf die FluBdiagramme der 

25 Rg* 5A und 5B beschrieben. 

Im ersten Schritt des Betriebs wird zunachst von 
Schritt 500 zu Schritt 520 das Anfangstask ausgefuhrt. 
Zwischen der MPU 3, dem RAM 4 und dem EEPROM 5 
wird zunachst ein Adressbus und ein Datenbus festge- 

30 legt (Schritt 500). Dann wird ein Eingabe/Ausgabe-Fort 
definiert(505). 

Es wird getestet, ob das EEPROM bereits initialisiert 
worden ist oder nicht (Schritt 510). Wenn das Gerat zum 
ersten Mai verwendet wird, und noch nicht initialisiert 

35 ist, wird ein Standardwert in das EEPROM 5 geschrie- 
ben (Schritt 515). Wenn andererseits das EEPROM 5 
schon einmal initialisiert worden ist, in einem Zustand, in 
dem die Spannungsquelle beispielsweise abgeschaltet 
wurde, nach dem der Betrieb schon einmal gestartet 

40 worden ist und dann die Spannungsquelle wieder einge- 
schaltet wird, folgt Schritt 520 und die Betriebszeit wird 
aus dem EEPROM 5 ausgelesen und in das RAM 4 
gespeichert 

Die die Betriebszeit darstellende Gesamtzahl, bei- 

45 spielsweise PAGE: 00, TTTL: 0000 im Falle des Beginns 
der Benutzung des Gerates, oder PAGE: 01, TTTL: 00 12 
in einem Zustand, in dem beispielsweise die Spannungs- 
quelle wahrehd des Betriebs abgeschaltet und dann wie- 
der angeschaltet wurde, wird in dem RAM 4 als einem 

so Arbeitsspeicher im Rahmen des Anfangstasks in der in 
Fig. 4 gezeigten Form abgespeichert. 

Nach der Vollendung des Anfangstasks folgt das Be- 
rechnungtask. Die MPU 3 berechnet den Eingangswert, 
der durch die Umwandlung des von dem Sensor t erfafl- 

55 ten Wertes in einen Digitalwert von dem AD-Wandler 2 
erhalten wird (Schritt 525), errechnet den Ausgabewert 
entsprechend dem Meflbereich (Schritt 530) und errech- 
net den Wert, der dem DA-Wandler 6 ausgegeben wird 
(Schritt 535). > 

6 o Nach der Beendigung des Berechungstasks, zur Bear- 
beitung des erfaBten Wertes, folgt das Task zur Bearbei- 
tung einer UnregelmaBigkeit. Es wird ein Test durchge- 
fuhrt, um festzustelien, ob die Eingabe von dem AD- 
* Wandler 2 eine Abnormality anzeigt oder nicht (Schritt 

6 5 540). Beispielsweise wird ein Test durchgefuhrt, um fest- 
zustelien, ob der Ausgang des AD-Wandlers 2 auf "0" 
steht oder nicht, um zu erkennen, ob der AD-Umwand- 
lungswert eine UnregelmaBigkeit anzeigt (Schritt 545). 
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Wenn das Auftreten einer UnregelmaBigkeit bestimmt 
ist, wird von dem in der MPU 3 vorgesehenen Selbst- 
test-Programm entsprechend der k festgestellten Unre- 
gelmaBigkeit ein Zeichen gebildet und ausgegeben. 
Weiterhin ubertragjt die MPU 3 dem EEPROM 5 so- 5 
wohl das Zeichen, das die Erscheinungsform der Unre- 
gelmaBigkeit anzeigt, als auch die gesamte Betriebszeit, 
die zu diesem Zeitpunkt in dem RAM 4 gespeichert ist, 
beispielsweise PAGE: 01, TTTL: 0012. Dabei schreibt 
sie sowohl deri Inhalt der UnregelmaBigkeit als auch die to 
erzeugte gesamte Betreibszeit beispielsweise FDIAG: 
010, PAGE: 001, TTTL: 0012, in den in Fig. 3 gezeigten 
Bereich zur Verwaltung des Selbsttests (Schritt 555). 
Nach der Vollendung des Tasks zur Behandlung einer 
UnregelmaBigkeit folgt das Task zur Ernpfangsbearbei- 15 
tung und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensetn 
von Empfangsdaten von der Verbindungseinrichtung, 
die Qber den Sende/Empfangs-Schaltkreis 8 geholt wer- 
den, wird festgestellt (Schritt 560). Wenn bestatigt ist, 
daB Empfangsdaten vorliegen, wird' ein Befehl ausge- 20 
fiihrt, der in den Empfangsdaten enthalten ist, wie bei- 
spielsweise eine Datenilbertragung aus dem Bereich zur 
Verwaltung eines Selbsttests. 

Wie oben genannt, werden die Prozesse aufeinander- 
folgend von dem Anfangs-Task, dem Berechnungs- 25 
Task, dem Task zur Bearbeitung einer UnregelmaBig- 
keit und dem Task zur Bearbeitung eines Empfangs 
durchgefuhrt Ein Programmunterbrechungstask wird 
festgelegt, der zyklisch mit einer Periode arbeitet, die 
gewohnlich langer ist als die oben genannte Folge des 30 
ProzeBzyklus. 

Das Programmunterbrechungstask wird von der Ar- 
beit des Zahlers 9 bewirkt Wenn die Ausgabe des AD- 
Wandlers 2 bearbeitet und die Datenausgabe zu dem 
DA-Wandler 6 beendet ist (Schritte 570, 575), wird ge- 35 
pruft, ob der Zahler 9 im Falle des vorliegenden Ausf uh- 
rungsbeispiels urn eine Stunde weitergezahlt hat oder 
nicht Wenn der Zahler 9 um eine Stunde weitergezahlt 
hat, wird die ge samte Betriebszeit, wie beispielsweise 
PAGE: 01, TTTL: 0012 in dem in Fig. 4 gezeigten RAM 40 
erhoht und als PAGE: 01, TTTL: 0013 zuruckgeschrie- 
ben. Zum Zeitpunkt des Zuriickschreibens wird der 
Wert im RAM auBerdem als Wert von TTTL der ent- 
sprechenden Seite in dem EEPROM 5 zur Verwaltung 
der gesamten Betriebszeit kopiert. 45 

Wenn der Wert in dem RAM 4 zu jenem Zeitpunkt 
auf PAGE: 01, TTTL: 9999 gesetzt ist, bedeutet dies, daB 
die gespeicherte Zeit der Seite die vorbestimmte Zahl 
fur die Haufigkeit des Oberschreibens anzeigt Daher 
wird dann PAGE: 02 und TTTL: 0000 gesetzt Der ge- 50 
schriebene Wert wird in diesem Fall ahnlich wie oben in 
den Bereich zur Verwaltung der gesamten Betriebszeit 
kopiert und dessen Inhalt uberschrieben. Dabei wird der 
Wert von TTTL der ersten Seite bei 9999 gehalten und 
TTTL der zweiten Seite auf 0000 gesetzt und der Inhalt 55 
des Bereichs zur Seitensteuerung mit PAGE: 2 uber- 
schrieben (Schritt 585). 

Nach der Beendigung der oben genannten Vorgange 
wird der Zahler 9 zuruckgesetzt und der Zahlbetrieb 
erneut gestartet 60 

Durch den obigen Arbeitsablauf wird der eigentliche 
MeBbetrieb des Feld-Gerats durchgefuhrt und die ge- 
samte Betriebszeit des' Feldgerats auf einanderf olgend in . " 
einer [Combination von PAGE und TTTL in das 
EEPROM geschrieben, und sobaid eine UnregelmaBig- 65 
keit in der Betriebszeit von dem Selbsttest-Programm 
festgestellt worden ist, werden sowohl das Zeichen, das 
den Inhalt der UnregelmaBigkeit anzeigt, als auch die 
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Zeit, zu der die UnregelmaBigkeit auftritt, in den Be- 
reich zur Verwaltung des Selbsttests geschrieben. Wenn 
eine Anfrage von der Verbindungseinheit erzeugt wird, 
konnen daher sowohl der Inhalt der UnregelmaBigkeit 
als auch die Zeit des Auftretens ausgegeben werden. 
Sogar wenn im Rahmen des Betriebs die Spannungs- 
quelle einmal ausgeschaltet ist, wird der aufgezeichnete 
Inhalt in dem EEPROM ohne Hilfs-Spannungsquelle 
gehalten. Durch Kompensation der normalerweise be- 
kannten Ausschaltzeit kann, nachdem die Spannungs- 
quelle wieder eingeschaltet worden ist, die Zeit des Auf- 
tretens der UnregelmaBigkeit genau bekannt sein. Da- 
her kann die gesamte Betriebszeit ebenfalls bei der 
Handhabung regelmafliger Oberpriifungen oder bei der 
Planung des Zeitpunkts zum Austausch von Ersatzteilen 
verwendet werden. 

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel wurde lediglich ein Bei- 
spiel fur die Zahl der Seiten und die Zahl fur die Schreib- 
haufigkeit jeder Seite in dem Bereich zur Verwaltung 
der gesamten Betriebszeit in dem EEPROM, fur die 
Zahl der Seiten in dem Bereich zur Verwaltung des 
Selbsttests und fur die Zeit, mit der der Zahler aufwarts 
zahlt, gezeigt Diese Werte konnen entsprechend den 
gewiinschten Konstruktionsbedingungen des Gerates 
beliebig festgesetzt werden. 

Patentanspruche 

1. MeSgerat mit einer Arbeitseinheit (MPU, 3) zur 
Durchfuhrung eines Selbsttests des MeBgerates 
und einem mit der Arbeitseinheit (MPU, 3) verbun- 
denen Speicher (4, 5), der ein EEPROM (5) auf- 
weist, wobei die Arbeitseinheit (3) mit einem Zahler 
(9) verbunden ist, der sie jeweils nach einem vorbe- 
stimmten Zeitintervall periodisch veranlaBt, 
die in dem EEPROM (5) gespeicherte Betriebszeit 
des MeBgerates (TTTL) zu aktualisieren, 
so dafl am Ende dieses jeweiligen Zeitintervalls je- 
weils die gesamte Betriebszeit (TTTL) in dem 
EEPROM (5) gespeichert ist, 
den Selbsttest durchzuftihren und 
im Falle einer UnregelmaBigkeit zusatzlich ein Zei- 
chen (FDIAG) fur die Art der UnregelmaBigkeit in 
dem EEPROM (5) zu speichern. 

2. MeSgerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das EEPROM (5) einen Bereich zur 
Verwaltung der gesamten Betriebszeit und einen 
Bereich zur Verwaltung des Selbsttests aufweist, 
daB die in einem Arbeitsspeicher (4) gespeicherte, 
der momentanen Betriebszeit entsprechende Zahl, 
die von der Arbeitseinheit (3) durch ein Unterbre- 
chungssignal des Zahlers (9) aktualisiert wird, in 
den Bereich zur Verwaltung der gesamten Be- 
triebszeit kopiert wird, und daB das Zeichen zusam- 
men mit der zu diesem Zeitpunkt in dem Arbeits- 
speicher (4) gespeicherten, der gesamten Betriebs- 
zeit entsprechenden Zahl in den Bereich der zur 
Verwaltung des Selbsttests eingespeichert wird. 

3. MeBgerat nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Arbeitsspeicher (4) einen Zeitauf- 
zeichnungsbereich, dessen Inhalt durch das Unter- 
brechungssignal des Zahlers (9) erhoht und, wenn 
der Zahlerstand einen vorbestimmten Wert er- 
reicht hat, zuruckgesetzt und erneut hinaufgezahlt 
wird, und einen Seitenaufzeichnungsbereich, um 
die Zahl der Rucksetzvorgange des Zeitaufzeich- 
nungsbereichs zu registrieren, aufweist, und daB 
der Bereich zur Verwaltung der gesamten Be- 



7 



triebszeit in dem EEPROM (5) einen Seitenbereich, 
in den der Inhalt des Seitenaufzeichnungsbereichs 
j des Arbeitsspeichers (4) kopim wird, und eine Viel- 
zahl von Seiten aufweist, wobei der in den Zeitauf- 
zeichnungsbereich des Arbeitsspeichers (4) einge- 5 
tragene Inhalt in die in den Seitenbereich eingetra- 
gene Seite kopiert wird. 

4. Meflgertt nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Bereich zur Verwaltung des 
Selbsttests in dem EEPROM (5) eine Vielzah) von 10 
Satzen beinhaltet, die jeweils umfassen: einen Zei- 
chenbereich, um das Zeichen, das die Erscheinungs- 
form der UnregelmaBigkeit anzeigt und das von 
der Arbeitseinheit (3) ausgegeben wurde, zu spei- 
chern; einen Seitenbereich, um den Inhalt des in 15 
dem Arbeitsspeicher (4) befindlichen Seitenauf- 
zeichnungsbereichs zu speichern; und einen Zeitbe- 
reich, um den Inhalt des in dem Arbeitsspeicher (4) 
befindlichen Zeitaufzeichnungsbereichs zu spei- 
chern. ' 20 

5. MeBgerat nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es an eine Verbindungseinrichtung 
(13) anschlieBbar ist, und daB dann, wenn von der 
Verbindungseinrichtung (13) eine Anforderung ein- 
gegeben wird, die Arbeitseinheit (3) den Inhalt des 25 
Zeichenbereichs, des Seitenbereichs und des Zeit- 
bereichs in dem Bereich zur Verwaltung des Selbst- 
tests des EEPROM's (5) ausliest und an die Verbin- 
dungseinrichtung^) ausgibt 
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